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FTM-ProVis Lite

Software zur Schichtdickenmessung

FTM-ProVis Lite ist eine sehr einfach zu bedienende Software, mit der Sie hochgenaue
Schichtdickenmessungen mit Hilfe der WeiBlicht-Interferenz von dUnnen fransparenten
Schichten auf unseren TranSpec Lite Schichtdicken-Messgeré&ten durchfGhren kénnen.

FTM-ProVis Lite verwendet einen speziell dafur entwickelten Fast-Fourier-Transformation (FFT)
Algorithmus zur Bestimmung der Schichtdicke aus den gemessenen Interferenzspektren. Das
Schichtdickenergebnis wird in Echtzeit berechnet, in verschiedenen Online-Grafiken
dargestellt und kann wdéhrend des Messablaufs in eine Textdatei gespeichert werden.
Daneben gestattet FTIM-ProVis Lite auch die simultane und vollautomatische Dickenmessung
von Doppelschichten.

A

Datei  Parameter Messablauf Ansicht Eenster Hilfe

B¢ @%| @c D9 | B8
Dunkelstrom Referenz Schichtdicke  Trigger M t A

L) o|[@]= & Schichtdicken-Trend von Schicht 1 \?‘fﬁ@ ::l.::; ?0,0
Nilew¢EBE DO Niew $BEESHO i e

Y
m‘f\ﬂw‘u‘\m \

iy UH‘MH \H

Spektrometer st bereit

Physikalische Dicke [um]

01234 567 8 91011121314 1516 17 18 19 20
Physikalische Dicke [um]

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Anzahl Punkte

Letzter Wert=7.142 | Min=5.647 | Max=9.367 | Mittel=7.095 | StdAbw=0.9219
04.07.2008 17:08:45-406:194 : 0.00:00:38-368 | 1=10.0 A=1 DCC=1 N=RFL|X-AUTO|Y-FEST|25

04.07.2008 17:08:55-967:321 |1=10.0 A=1 DCC=1 |

S [@)e)[=]|= & o)=]= @e=]= oo =]

FTM-ProVis Lite ist bereit far Befehle. Dricken Sie F1 fur Hilfe. st = FTM-ProVis Lite.para
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Beispielhafte Fensteranordnung in FTM-ProVis Lite

Im Beispiel ist links oben das gemessene Interferenzspektrum (grine Kurve) und darunter das
daraus berechnete FFT-Spektrum (weiBe Kurve) dargestellt. Im FFT-Spekirum liefert die
horizontale Lage des sog. FFT-Peaks unmittelbar die gesuchte Schichtdicke (markiert durch die
grine vertikale Linie), die darunter als Zahlenwert und/oder wie daneben gezeigt als
Trendverlauf angezeigt wird.

Technische Sperzifikationen auf der ndchsten Seite »
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Hardware- und Softwarevoraussetzung

e Standard PC/Laptop mit Windows 10 oder Windows 11

e Ein freier USB 2.0 / 3.x Anschluss

e Bildschirm mit wenigstens Full-HD, héhere Auflésung wird empfohlen
e TranSpec Lite Schichtdicken-Messgerdt

Allgemeine Beschreibung

Multi-Threaded MDI-Applikation

Automatische Dokument-Registrierung ( "Drag-and-drop" ) der FTM-ProVis Lite Dokumentdateien
Minimaler Ressourcen- und Speicherbedarf

Vollstandig in Visual C++ unter Verwendung der "Microsoft Foundation Classes" (MFC) programmiert
BerUcksichtigung des Microsofts "Application Design Guides": Symbolleiste, Statuszeile, Online-Hilfe
UnterstUtzt Windows Skalierung und Multi-Monitor Benutzung

AusfUhrliches, gedrucktes Benutzerhandbuch und ,,Erste Schritte"-Handbuch mit vielen Beispielen
Erhdltlich in Deutsch, Englisch und Chinesisch

Schichtdicken-Messbereich

Der mit unseren TranSpec Lite Schichtdicken-Messgerdten grundsdatzlich messbare Dickenbereich betragt circa
0.8 bis 120 Mikrometer, h&ngt aber wesentlich von dem eingebauten Spektrometer-Modul, sowie vom spektralen
Auswertebereich ab, der in der Software einstellbar ist. Daneben bestimmen noch andere Faktoren den tatsdchlich
messbaren Dickenbereich, wie etwa der Brechungsindex (und dessen Dispersion) der zu messenden Schichf.

Hochgenaues und schnelles Auswerteverfahren, auch fir Doppelschichten

Auswertung der Interferenz Uber eine sperzielle Fast-Fourier-Transformation (FFT)
Laufzeitoptimierter Algorithmus, die Auswertezeit pro Spektrum ist kleiner 1 Millisekunde
Neues Verfahren zur subpixel-genauen Bestimmung der FFT-Peaklage (Schichtdicke)

Frei wahlbarer spektraler Auswertebereich im Interferenzspekfrum

BerUcksichtigung von Brechungsindex und Dispersion (sog. Cauchy-Dispersionskorrektur)
Wdahlbarer FFT-Auswertebereich zur simultanen Bestimmung der Dicke von Doppelschichten

Vielfaltige Moéglichkeiten zur Messung und Visualisierung

FTM-ProVis Lite bietet umfangreiche Méglichkeiten zur AusfGhrung eines Messablaufs und Darstellung der Messdaten.
Gleichzeitig wurde aber auch Wert darauf gelegt, die Software so einfach wie mdglich zu halten und auch von
weniger geschultem Personal bedienen zu kénnen.

Manuell getriggerte oder vollautomatisch zeitgesteuerte Schichtdickenmessungen méglich
Echtzeit-Darstellung der Interferenz- und FFT-Spekiren wdhrend der Messung

Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als Trend- und Balkengrafik, sowie mit Listenausgabe
Speichert wéhrend des Messablaufs bis zu 100.000 Schichtdickenwerte in eine Log-Textdatei
Speichert bis zu 100.000 Spektren als Spektren-Rekorderdatei fUr nachtrégliche (“offline") Auswertung
Festlegbare Benutzerrechte individuell fUr jedes FTM-ProVis Lite Dokument

Passwortgeschitzte FTM-ProVis Lite Parameterdateien

Schneller Zugriff auf zuletzt benutze Parameter- und Spektren-Rekorderdateien

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingetragenes Warenzeichen des Ing.-Buros fir Angewandte Spektrometrie,
Dipl-Ing. (FH) Thoma Fuchs. Alle sonstigen Produkinamen sind mdglicherweise Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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